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摘要(译)

提供了一种有机发光二极管（OLED）显示基板的阵列测试方法。 OLED显示基板包括多个像素电路。每个像素电路包括阳极，用
于根据扫描信号发送控制OLED发光量的数据信号的第一晶体管，用于接收数据信号的驱动晶体管，产生与数据信号对应的驱动电
流，将驱动电流传输到OLED，以及用于二极管连接驱动晶体管的栅电极和漏电极的第二晶体管。阵列测试方法包括：通过导通第
二晶体管，将产生初始化电压的电子或空穴注入阳极;在阳极辐射电子束;并且根据从阳极发射的二次电子的量确定驱动晶体管是否
执行正常操作
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